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(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING A DEFORMATION OF A DISK-SHAPED WORKPIECE, PARTI­
CULARLY A MOLD WAFER 

(54) Bezeichnung : VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ERMITTELN EINER DEFORMATION EINES SCHEIBEN-
FORMIGEN WERKSTUCKS, INSBESONDERE EINES MOLDWAFERS 

= Fig. 1d 

(57) Abstract: The present invention relates to a method and to a device for determining a deformation of a disk-shaped workpie -
© ce, particularly a mold wafer. The device comprises a rotatable, height and laterally adjustable mounting unit (5, 5a, 15a-c; 5, 5a, 
)0 15d) for mounting an inner region (IB) of the disk-shaped workpiece (3); a determination unit (25) for determining eccentricity (8) 
^ of a center axis (M') of the disk-shaped workpiece (3) from a center axis (M) of the mounting unit (5, 5a, 15a-c; 5, 5a, 15d) and 

for generating a suitable adjustment signal for the mounting unit (5, 5a, 15a-c; 5, 5a, 15d); a deposit unit (3a, 3b, 3c) for deposi-
O ting the disk-shaped workpiece (3) during a lateral adjustment process of the mounting unit (5, 5a, 15a-c; 5, 5a, 15d), and a fixed-
^ height detector unit (50) for measuring the deviation (WR) of a plurality of measuring points (P1-P8), respectively, in a non-
i-H mounted outer region (AB) of the disk-shaped workpiece (3) from a predetermined height position (ZO) corresponding to the de-
® formation using a height position (ZO) of the mounting unit (5, 5a, 15a-c; 5, 5a, 15d) predetermined by rotating the mounting unit 

(5, 5a, 15a-c; 5, 5a, 15d) or the detector unit (50). CJ 
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(57) Zusammenfassung: 
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Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Ermitteln einer Deformation eines scheibenformigen 
Werkstiicks, insbesondere eines Moldwafers. Die Vorrichtung umfasst eine drehbaren, hohen- und seitenverstellbaren Aufspann-
einrichtung (5, 5a, 15a-c; 5, 5a, 15d) zum Aufspannen einen Innenbereichs (IB) des scheibenformigen Werkstiicks (3); eine Er-
mittlungseinrichtung (25) zum Ermitteln einer Exzentrizitat (8) einer Mittelachse (M') des scheibenformigen Werkstiicks (3) von 
einer Mittelachse (M) der Aufspanneinrichtung (5, 5a, 15a-c; 5, 5a, 15d) und zum Erzeugen eines entsprechenden Verstellsignals 
fur die Aufspanneinrichtung (5, 5a, 15a-c; 5, 5a, 15d); eine Ablageeinrichtung (3a, 3b, 3c) zum Ablegen des scheibenformigen 
Werkstucks (3) wahrend eines seitlichen Verstellvorganges der Aufspanneinrichtung (5, 5a, 15a-c; 5, 5a, 15d); und eine hohenfes-
ten Detektoreinrichtung (50) zum Messen einer jeweiligen Abweichung (WR) von mehreren Messpunkten (P1-P8) in einem nicht 
aufgespannten Aussenbereich (AB) des scheibenformigen Werkstucks (3) von einer vorgegebenen Hohenposition (ZO) entspre-
chend der Deformation mittels einer durch Drehen der Aufspanneinrichtung (5, 5a, 15a-c; 5, 5a, 15d) oder der Detektoreinrich­
tung (50) bei einer vorgegebenen Hohenposition (ZO) der Aufspanneinrichtung (5, 5a, 15a- c; 5, 5a, 15d). 


